FYS 3230  -  Sensorer og måleteknikk

Omtrentlig Forelesningsplan   -  Høsten 2006
Uke 34 og 35 : 
Generelt målesystem.  (Bentley kap. 1)

Statisk oppførsel til et målesystem. Ideel rett linje, avvik, forstyrrende effekter. Hysterese, oppløsning, slitasje, spesifikasjon av feilmargin.  (Bentley kap. 2).

Statistisk oppførsel til et målesystem. Normal (Gauss) - fordeling. (Bentley kap. 2)

Målefeil. Reduksjon av feil. Negativ tilbakekopling. (Bentley kap. 3)

Dynamisk oppførsel til et målesystem, trinn-puls.   Bode-plot; Amplitude og faseforløp for sinusformet inngangssignal, asymptotisk forløp. Udempet egenfrekvens, dempning. Regulering, stabilitet. (Bentley kap. 4)

Internasjonalt måleteknisk samarbeid. Kalibrering. Standarder. Sporbarhet.  Holdes onsdag i uke 35 av forsker Ingelin Clausen, SINTEF.
Minste kvadraters metode (LSQ). 

Uke 36 og 37 :  
Digitale filtre. Rekursive filtre, folding. 

DA/AD-omformere. Sampling, Nyquist-teorem, sampel og hold. Kvantiseringsfeil, Koding.

DA-omvandler. R-2R motstandskjede, feil. 

AD-omvandler:  rampe (teller, Wilkinson, servo-type), suksessive approksimasjoner, integrasjonstype, parallelle. (Bentley kap. 10, "Understanding Converters"). Spenning (strøm) til frekvens-omvandler.

Mikromaskiner. 

Uke  38-39:  
Signal og støy i målesystemer. Statistisk representasjon, fordelinger. Effekt-tettthets spektrum. Hvit støy. Autokorrelasjon. (Bentley kap. 6)

Faselåst sløyfe (FSK), frekvensmodulasjon. (Bentley kap. 6)

Virkning av støy og interferens på målesystemer, Induktiv og kapasitiv kobling. Jording. Filtrering, amplitudemodulering, Midling, autokorrelasjon. (Bentley kap. 6).

Fasefølsom likeretter (Bentley kap. 9.3)

Uke 40-45 : (Silisium-baserte sensorer foreleses antagelig av MiNaLab-ansatt fra SINTEF)
Sensorer. Resistive, kapasitive, induktive, elektromagnetiske, termoelektriske, elastiske, piezoelektriske, piezoresistive, elektrokjemiske (Bentley kap. 8), stoff fra "Modern Sensors"-boka.

Uke 46-47 : 
Signal-kondisjonering. Brokoplinger, Op.amp., avvik fra ideal, båndbredde, stigetid-begrensning, koplinger, Instrumenteringsforsterker. (Bentley kap.  9 og fotokopi om  op.amp.) 

Uke 48 :  
Data-innsamling og telemetri. Tidsmultipleksing, parallell- og serie-overføring, båndbredde, feiltolkning, paritet, FSK og båndbredde. (Bentley kap. 18).

Uke 49 - 50:  Eksamen 
FYS 3230, Ola Sveen, aug. 2006
LABORATORIEØVELSER   i   FYS  3230

Sensorer og måleteknikk.  Høsten 2006
Det skal utføres 6 øvelser på rom nr. 203 i ukene 38, 39, 41, 42, 43, og 44.

(Samme rom brukes antagelig til laboratorieøvelsene til FYS 3220 i ukene 35, 40 og 45.)
Rommene vil være åpne hele dagen (til kl. 20.30), men veiledning vil være begrenset til vanlig arbeidstid.

Studentene skal arbeide sammen to og to, og må utføre en oppgave i løpet av den dagen de har fått tildelt. Laboratoriet har plass til 4 studentpar. 

Oppgavetekstene vil bli gjennomgått onsdag i uken før oppgaven starter.

Rapporter

For hver oppgave leverer hvert par en felles, kortfattet skriftlig rapport til godkjennelse, Rapporten skal være undertegnet av begge deltagerne og skal leveres senest en uke etter at oppgaven er utført. Det anbefales at hver student har sin egen kopi. Rapportene må være godkjente for at man skal kunne gå opp til eksamen i FYS 3230.

Fritak fra lab.øvelser

Studenter som har gjennomgått tilsvarende laboratorieøvelser tidligere (f.eks. ved ingeniør-høgskoler e.l), kan fritas for en eller flere av øvelsene etter avtale med Ola Sveen, MiNaLab 1. etg,  tel. 22 85 28 79. Tidligere laboratoriearbeid må dokumenteres.
Tegningsliste


for laboratorieøvelsene blir lagt ut i laboratoriet 



Rom  203  mandag  28.  august  kl. 09.00

Alle beskjeder angående laboratorieøvelsene blir gjort kjent ved oppslag i laboratoriet .

FYS 3230, Ola Sveen, aug. 2006
Timeplan for Lab.øvelser i FYS 3230, 

rom FV 203, høsten 2006
Veileder er Bernhard Skaali, Rom FV321, tel. 22 85 64 70
og Torfinn Lindem, Rom FV326, tel. 22 85 65 35
	Uke nr.
	Oppg. nr.
	Laboppgave-innhold

	38
	1
	LSQ-tilpasning, Digitale-filtre



	39
	2
	Sample/Hold, Studere ADC-kretser



	
	
	

	41
	3
	Fasefølsom likeretter



	42
	4
	Data-innsamling og AD590/Termistor, Støy, Autokorr., Midling. 
Bidrar med 20 % av eksamenskarakteren for FYS 3230.


	43
	5
	Faselåst sløyfe, FM



	44
	6
	Temperaturmåling 



FYS 3220 bruker laboratoriet i uke 35, 40 og 45.
Rapporter fra alle oppgavene må være godkjent senest 1 desember 2006
FYS 3230, Ola Sveen, 2006
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